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下図の従来例では、遮光メタルを電荷注入電極としているため、

オプティカルブラック部のフォトダイオード全部に同一タイミング

でそれぞれ同一の電荷量が注入される。

しかしながら、オプティカルブラック部の各行のフォトダイオード

（Ｎ－層）１４から垂直ＣＣＤ部（Ｎ－層）１３へ、転送電極に印加さ

れる複数相（例えば４相）の転送信号を使って順次電荷を転送

するとき、各行毎に転送タイミングがずれる。ここで、電荷注入後

直ちに電荷が転送される行のフォトダイオード１４ からは、注入

された電荷がほぼそのまま転送されるが、電荷注入後相当の時

間が経過した後に電荷が転送される行のフォトダイオード１４か

らは、漏洩によって既に電荷が減少しているため、転送される電

荷量が少なくなる。このため、同一の電荷量が注入されたにもか

かわらず、オプティカルブラック部の各行のフォトダイオード１４

から同一の電荷を転送できず、この結果、特性検査の精度が劣

るという問題がある。

また、下図の従来例では、特性検査時には、電圧印加を行うた

めに遮光メタル１７ がグランド（ＧＮＤ）から電気的に分離される

必要がある。一方、本来の撮像動作時には、ノイズ発生防止の

ために遮光メタルがグランドに電気的に接続される必要がある。

このため、その配線を設ける手間がかかるし、そのような配線作

業を特性検査後に行うのは品質管理上好ましくない。

そこで、この発明の課題は、特性検査に高価な光源を用いる必

要が無く、しかも特性検査を精度良く行うことができ、特性検査

後に配線作業を要しないような固体撮像装置を提供することに

ある。また、この発明の課題は、そのような固体撮像装置の特性

検査に適した特性検査方法を提供することにある。

要 約

特性検査に高価な光源を用いる必要が無く、しかも特性検査を精

度良く行うことができ、特性検査後に配線作業を要しないような固

体撮像装置を提供すること。基板上に、垂直ＣＣＤ部３－１、３－

２、…と、複数の受光素子７、７、…と、水平ＣＣＤ部４とを備える。

少なくとも水平ＣＣＤ部から最も遠い端に存在する最遠端の受光

素子７Ｅ－１、７Ｅ－２、…上を、オプティカルブラック部を定める遮

光メタルが覆っている。その遮光メタルとは分離して、最遠端の受

光素子７Ｅ－１、７Ｅ－２、…に電荷注入用配線９１、９２が電気的

に接続されている。最遠端の受光素子以外の各受光素子７、７、

…からの電荷を、転送信号に応じて垂直ＣＣＤ部、水平ＣＣＤ部を

順に通して出力するようになっている。


